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Form- / Funktionsprufung

Messung der
Wellenfront
z.B. Shack-Hartmann
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Anforderungen an optische
Komponenten

Grosse von Elementen: sub-mm bis einige 10 cm

Formtreue: N20 bis A/100; d.h. bei A =633 nm 30...5 nm
Oberflachenqualitat: kleinste Streuung (ppm)
Messgenauigkeit: nm
Messbereich: bis cm (z.B. Abweichung von Sphére)
Messgeschwindigkeit: ~ Produktionszeit
Probleme: Unscharferelation, Phasenzelle
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Aspharische Flachen
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Nichtspharische Flachen
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Interferometrie
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Twyman-Green Interferogramme
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Phasenauswertung

Phase demodulation with linear
carrier. a) interferogram, b) Fourier
Transform of interferogram, c)
wrapped phase, d) unwrapped
phase
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Fizeau Interferometer zur Kontrolle konkaver

spharischer Flachen mit Benutzung einer
konkaven Referenzflache

MONOCHROMATIC
LIGHT
SOURCE

SPLITTER COLLIMATOR CONVERGING
LENS

OBSERVING
SCREEN
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Messung von aspharischen und
Freiformflachen
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Anwendung Aspharen
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Fig. 19. Designing three aspherics (2, 3, 4) of an optical system free from distortion, field

curvature, and astigmatism. The near-axis region (bounded by the dotted line) and the spherical

surface 1 have been determined by precalculations. The system consists of two single lenses (1, 2)

and (3, 4) in air. The distance between the principal ray and the neighboring skew ray has been

exaggerated in the figure. The points P lie in the meridional plane and are nodes according to
fig. 2b (see § 2.1).
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Anwendung Aspharen

d do d
A\

Fig. 15. System of two plano-aspheric lenses, which converts a parallel bundle with a given

axisymmetrical intensity distribution into a parallel bundle with uniform intensity distribution

over a given diameter. The two aspherics separate the three media of the refractive indices n, ngy,

and n', respectively.
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Kompensierende Interferometer
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Asphére

Null-CGH Objektiv
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Kompensation von Ringen durch
Hologramme
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Interferometer-Anordung mit
Kompensationshologramm
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Kompensationshologramme
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Aufzeichnung der
resultierenden Geometriefehler
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Kompensationshologramme

Vortelile:

Aufldsung ca 103 A

Methode zur Prifung von Gross-
Serien

Ubersichtliche Phasenauswertung
mit vielen Messpunkten (Pixel
der CCD Kamera)

Parallele, schnelle Messung

Nachtelle:

Aufwendige Hologrammbherstellung
Grosser Justieraufwand
Unhandlich

FUr Kleinserien nicht 6konomisch
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Abtastmethode
(Oberflachenscanning)

Drehbewegung um horizontale Achse
Sensor

Achsspiel \ )
. @
horizontal e .
* Abtastkurve auf dem
Prifling

PZH Wetzlar ﬁ Achsspiel vertikal
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Abtastmethode
(Oberflachenscanning)

1

- ) -

!

Ungenauigkeit Achsenlage ~ £1 ym
(60nm)

Sensorkopf

Abstand

Zu vermessender

Einfluss horizontales Spiel ist weniger
gravierend

Einfluss vertikales Spiel gibt statistische
Ungenauigkeit von = 1um (60 nm) in der
Abstandsmessung
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Mel3kOpfe

 Mechanische Tastkopfe

e Chromatische Mel3kopfe

o Weisslichtinterferometer
 Mehrwellenlangeninterferometer
 Kombinationen davon
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Chromatische Abstandsmessung

‘ Lichtwellenleiter

Faserkoppler
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3D-Oberflachenmessung: Metall
Stand derBTechnik

, 286,688, - .

10 pm

Messung: R. Heinecke, C3D

3D-Oberflachenmessung, © TS & RH 03-08-2007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

Abtastmethode

Vortelile:

Aufldsung ca 10-3...104 A

Methode zur Prifung von Klein-
und Gross-Serien

Einfache Anpassung an neue
Flachen

Ubersichtliche Phasenauswertung
Stutzwerte kdnnen einfach an
die Problemstellung angepasst
(reduziert) werden.

Auch fur nicht polierte Flachen
nutzbar

Nachtelle:

Serielle Messung, Taktzeiten von
Zahl der Stutzwerte stark
abhangig

Viele Messkdpfe haben
eingeschrankten Messbereich

Einschrankungen in der
Genauigkeit durch Achslager
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Zur Losung
lhrer Probleme
helfen wir lhnen
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Vielen Dank!

Photonik Zentrum Hessen
in Wetzlar AG
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Fizeau Interferometer
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Fizeau Interferometer zur Kontrolle
konkaver Oberflachen

LENS
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Inline-CGH Off-axis CGH
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